Tester elementow
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Elektronik hobbysta do
pielegnowania swojej pasji
najbardziej potrzebuje: nowych
pomysiow, elementéw
elektronicznych oraz pieniedzy
na realizacje pomysiéw

i zakup elementéw.

Pomysly mozna mie¢

wiasne Ilub pozyczone. Nasze
pismo probuje dostarczac je
Czytelnikom. Kwoty na czesci
mogq by¢ spore, ale dzieki
dobremu pomysfowi pieniqdze
mozna pomnozyc.

Z elementami elektronicznymi
bywa tak, ze czasem trudno
je zdobyé, a te, ktére sq do
dyspozycji mogq byc¢
uszkodzone. Tester moze wiec
by¢ pomocny do oceny
sprawnos$ci posiadanych
elementéw.
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Staram sie wykorzystywaé czes-
ci z odzysku, troche w tym
oszczedno$ci, a troche troski o $ro-
dowisko naturalne. Najczesciej
problem polega na tym, ze wiele
elementéw z odzysku ma czesto
zamazane oznaczenia lub nie
wiadomo, czy sa sprawne i czy
nadaja sie do powtdrnego uzycia.
Opracowalem zatem przyrzad,
dzieki ktéremu mozna okreslic,
czy dany element jest sprawny,
a nawet z wystarczajaca doktad-
noScia zmierzy¢ jego parametry.

Za pomoca testera mozna
sprawdzié:

- dlawiki i cewki o indukcyjnosci

w zakresie 10pH..10mH,

- kondensatory o pojemnosci
10pF..10nF oraz 10nF..5mF

- tranzystory PNP i NPN,

- stabilizatory szeregowe napieé
dodatnich i ujemnych,

- diody Zenera,

- diody LED.

Przyrzad generuje takze sygnat
prostokatny w kilku podzakresach
czestotliwodci od 1Hz do 10kHz,
moze takze dostarczy¢ napiecia
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dodatniego i ujemnego o pradzie

kilkunastu, kilkudziesieciu mi-
liamperéw. Moze sie okazaé przy-
datny takze dla tych, ktérzy
w swojej pracy uzywaja jedynie
nowych elementéw (czasami i one
moga by¢ wadliwe) oraz dla elek-
tronik6w amatoréw, ktérzy chcie-
liby sprawdzi¢ przed powtérnym
uzyciem stare czesci. W czasie
niektérych testéw przyrzad wspoél-
pracuje ze zwyklym miernikiem
uniwersalnym.

Opis uktadu

Na rys. 1 przedstawiono sche-
mat ideowy testera elementéow.
Moze wyglada na nieco zagmat-
wany, ale zaraz okaze sie, ze
spos6b realizacji poszczegélnych
funkcji ukladu jest catkiem pros-
ty.

Omowienie jego dziatania zacz-
ne od zasilaczy, ktére dostarczajac
napie¢ o réznych polaryzacjach
umozliwiaja realizacje kilku pros-
tych, ale pozytecznych funkcji.
Caly uklad mozna zasili¢ zaréwno
napieciem zmiennym, jak i staltym
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Tester elementéw elekironicznych
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niestabilizowanym. Napiecie po
wyprostowaniu jest stabilizowane
przez uklad U12. Napiecie to,

o wartoSci +5V, dostepne jest
w gniezdzie JP14 i dzieki temu
tester moze takze pelni¢ role
podrecznego =zasilacza. Napiecie

5V oznaczone na schemacie sym-
bolem VCC =zasila takze dwie
przetwornice impulsowe U10
i U11 wytwarzajace napiecia do-
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datnie i ujemne o regulowanych
warto$ciach. W obydwu przypad-
kach zastosowany zostal ten sam
uktad typu TL497, ktéry w przy-
padku U110 wytwarza napiecie
dodatnie o poziomie regulowanym
potencjometrem PR2. Poziom na-
piecia ujemnego wytwarzanego
przez uklad U1l reguluje sie
potencjometrem PR3. Napiecia te
uzywane sa gléwnie do testowa-

nia stabilizatoré6w szeregowych ty-
pu 79xx i 79Lxx oraz 78xx i 78Lxx
a takze diod Zenera i LED.
Napiecie ujemne, poprzez styki
przekaznika PK1 i stabilizator U4,
uzywane jest takze do =zasilania
szybkiego komparatora U6. Uktad
U6 pracuje w jednej gatezi z ukla-
dami U7, U8 i Us5, ktére biora
udzial w pomiarach matych war-
todci pojemnodci i indukcyjnosci.
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Tester elementow elekironicznych

Komparator U6 stuzy do prze-
ksztalcenia sygnalu =z generatora
U7 do postaci fali prostokatnej
o poziomach TTL. Z wyjscia U7-
9 sygnal fali podawany jest na
licznik U8 i przetacznik U5, a z je-
go wyjécia na wejscie zliczajace
procesora U1-14. Procesor zlicza-
jac impulsy i odpowiednio prze-
ksztalcajac otrzymana informacje
o czestotliwo$ci sygnalu, oblicza
warto§¢ mierzonej indukcyjnosci
lub pojemnosci. Poniewaz prze-
dzial otrzymywanych w wyniku
pomiaru wartosci czestotliwosci
jest duzy (zawiera sie od 300kHz
do 16MHz), to czestotliwo$¢ syg-
natu jest wstepnie dzielona
w dzielniku U8 tak, aby wewnet-
rzne uklady procesora byly w sta-
nie zliczy¢ impulsy.

Pomiar wiekszych warto$ci po-
jemnosci dokonywany jest na za-
sadzie pomiaru nie czestotliwosci,
a dlugoéci impulsu generowanego
przez uktad U9, do ktérego do-
taczany jest mierzony kondensa-
tor. Do wyprowadzeh procesora
U1-17, 16, 10 dotaczone sa linie
stuzace do testowania tranzysto-
réw. Z kolei na wyprowadzeniu
procesora U1-23 pojawia sie ge-
nerowany sygnal prostokatny, kté-
ry poprzez wtérnik emiterowy T1
podawany jest na wyjscie JP1.

Oprécz tego, do zadan proce-
sora nalezy obstuga wyswietlacza
LCD 2x16 znakéw, na ktérym
wys$wietlane sa informacje o ro-
dzaju pomiaru i jego wyniku. Do
sterowania testerem stuza jedynie
dwa przyciski S1 i S2. Przycis-
kiem S2 wybiera sie rodzaj testu,
a S1 stluzy do ustawiania korekcji
pomiaru (offsetu). Pamieé¢ EEP-
ROM U3 przechowuje parametry
wczes$niej zaprogramowanej ko-
rekcji.

Procesor w testerze, oprocz ste-
rowania jego praca, musi takze
wykonywaé wyjatkowo duzo ob-
liczen. Jest nie tylko sterowni-
kiem, ale takze wyspecjalizowa-
nym kalkulatorem i znacznie utat-
wia prace z przyrzadem.

Pomiar matych
wartoSci pojemnosci
i indukcyjnosci

Zar6wno kondensator, jak
i cewka sa elementami, ktére gro-
madza energie w rdéznej postaci
pola elektromagnetycznego. Zdol-
nos¢ do gromadzenia tej energii
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w przypadku kondensatora okres-
lana jest w jednostce pojemnosci
czyli faradzie (F), a jednostka mia-
ry dla indukcyjnosci jest henr (H).
Zar6wno pojemnos$é, jak i induk-
cyjno$¢ uzywanych na co dzien
elementéw elektronicznych sa du-
zo mniejsze isa zaledwie ulam-
kami jednostek podstawowych.
Dla okreslania tych wartosci utam-
kowych przyjeto uzywaé przed
jednostkami podstawowymi przed-
rostkéw. Dla pojemnosci lista uzy-
wanych przedrostkéw jest troche
dluzsza niz dla indukcyjnosci,
a obie przedstawiaja sie nastepu-

jaco:
1F (1 farad)
1mF = 10°F
1uF = 10°F
1nF 10°F
1pF = 10%F
1H (1 henr)
1mH = 10°H
1uH = 10°H
inH = 10°H

Pomiar parameréw kondensato-
row i cewek w oparciu o definicje
ich jednostek podstawowych byl-
by ktopotliwy (np. 1F jest pojem-
noscia, ktéra przy napieciu 1V
gromadzi na oktadkach kondensa-
tora tadunek 1 C - troche to
skomplikowane). Na szczeScie pa-
rametry kondensatoréw i cewek
mozna zmierzy¢ poSrednio, po-
przez wykorzystanie ich jako ele-
menty rezonansowe Ww generato-
rach. Generator wytwarza impulsy
elektryczne, a ich zliczanie przez
procesor to juz prosta sprawa.
Zaleznos¢ pomiedzy pojemnoscia
i indukcyjnoscia a czestotliwoscia
ukladu rezonansowego okresla
wzor:

f = 1/(2mvLC)

Znajac warto$¢ jednego z ele-
mentéw uktadu rezonansowego ge-
neratora (kondensatora lub cewki)
oraz mierzac czestotliwodé wy-
tworzonych przez generator im-
pulséw, mozna obliczyé wartosé
drugiego elementu ukladu rezo-
nansowego, czyli dokonaé¢ jego
pomiaru. W testerze generatorem
jest uktad U7 (MC1648), arole
elementu o znanej warto$ci pelni
albo kondensator C7, albo dtawik
L3. Mierzony element dolaczany
jest do gniazda JP4, JP5. Zaleznie
od typu pomiaru, przekaznik PK2
dolacza do mierzonego elementu
jako drugi sktadnik ukladu rezo-
nansowego diawik lub kondensa-

tor. Uzycie ukladu scalonego jako
generatora jest spowodowane jego
bardzo dobrymi wtlasciwo$ciami.
MC1648 dziata z elementami
o wartoSciach z bardzo duzego
przedziatu zaré6wno pojemnosci,
jak i indukcyjnosci, a w przypad-
ku przyrzadu pomiarowego to nie-
zwykle wazna cecha. Ponadto wy-
kazuje sie dobra stabilnoscia ter-
miczna. Impulsy z wyjécia gene-
ratora, tak jak to bylo wczesniej
opisane, sa ksztaltowane przez
komparator U6 a ich czestotliwosé
dzielona w ukladzie U8. Pomiar
elementéw w tak szerokim zakre-
sie powoduje, ze generowane im-
pulsy nie moga by¢ zliczane
bezposrednio przez procesor po-
mimo zastosowania kwarcu o moz-
liwie maksymalnej czestotliwosci
(24MHz) w zegarze taktujacym.
Z tego powodu procesor poprzez
multiplekser U5 wybiera do po-
miaru czestotliwodé generatora
wstepnie podzielona. Procesor, do-
konujacy obliczei na podstawie
odpowiednio przeksztalconego
wzoru podanego wczeSniej, pod-
stawia do niego rzeczywista war-
to$§¢ zmierzonej czestotliwosci po-
niewaz zna zastosowany wcze$-
niej stopien podziatu.

Tester z nieztym przyblizeniem
okresla wartosci elementéw, jed-
nak nie moze by¢ traktowany jako
przyrzad pomiarowy. Na wynik
pomiaru wplywa bowiem szereg
czynnikéw, na ktére ze wzgledu
na prostote jego budowy nie ma
wplywu np. temperatura zew-
netrzna, napiecie zasilania gene-
ratora itp. Dokladno$¢ obliczen
zalezy takze od znajomo$ci war-
tosci drugiego elementu uzytego
w uktadzie rezonansowym. Do bu-
dowy testera mozna uzy¢ ogdlnie
dostepnych elementéw, jednak
zastosowanie elementéw lepszej
jakosci, np. kondensatoréw nie-
wrazliwych na temperature oraz
wczesniejsze dobranie ich wartos-
ci zgodnie z podana na schema-
cie, tylko polepszy parametry tes-
tera. Dodatkowo wprowadzony
uktad offsetu pozwala skompen-
sowac rozrzut warto$ci elementéw
uzytych do budowy testera.

Pomiar duzych
pojemnosci

Pomimo doskonalych paramet-
row ukladu MC1648, przy jego
pomocy nie mozna mierzyé po-
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementdw na ptytce drukowane).

jemnosci kondensatoréw o wartos-
ciach znacznie przekraczajacych
10nF. Do tego celu wykorzystany
zostal dobrze znany wiekszosci
Czytelnikow uklad NE555 ozna-
czony na schemacie jako U9.
Uktad ten pracuje jak generator
pojedynczego impulsu o czasie
trwania zaleznym od wartodci
pojemnosci mierzonego kondensa-
tora dotaczanego do gniazd JP6
i JP7 oraz od opornosci rezystora
R10. Zalezno$¢ pomiedzy czasem
trwania impulsu a warto$ciami
obydwu elementéw okresla z ko-
lei nastepujacy wzér: T =1,1(RC).

Tym razem w czasie pomiaru
procesor nie bedzie zliczal impul-
séw, lecz za pomoca wejscia INTO
bedzie mierzy! czas jego trwania
i na tej podstawie wyliczal pojem-
no$¢ badanego kondensatora. Po-
miar rozpoczyna podanie na wej-
Scie wyzwalajace U9-2 krotkiego
dodatniego impulsu. Od tego mo-
mentu na wyjSciu ukladu U9-3
rozpoczyna sie generacja pojedyn-
czego dodatniego impulsu o cza-
sie trwania okreslonym przez za-
leznosci podanego wczes$niej wzo-
ru. Impuls poprzez wejscie INTO
uruchamia wewnetrzne liczniki
procesora zliczajace impulsy jego
wlasnego zegara taktujacego. Po
zakonczeniu generacji impulsu
procesor odczytujac zawartosé
swoich licznikéw okresla czas
trwania impulsu. Nastepnie pod-
stawiajac do wzoru znane wartos-
ci: dlugosci impulsu (T) oraz
opornosci (R) oblicza sie pojem-
noé¢ (C) badanego kondensatora.

Testowanie tranzystorow

Wykorzystujac tranzystory
w najprostszych zastosowaniach
jako przetaczniki lub proste
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wzmacniacze, nie musimy sie za-
nadto przejmowac¢ ich parametra-
mi. Wazniejsza od informacji
o wzmocnieniu lub pradzie bazy
jest pewnos¢, ze dany egzemplarz
jest sprawny i ewentualnie jakiego
jest typu. Przyrzad umozliwia
przeprowadzenie takich prostych
testow. Tranzystor, zaleznie od
polaryzacji umieszczony w odpo-
wiednim ztaczu JP2 lub JP3,
dotaczany jest do portéw proce-
sora. Na wyjsciu portu P3.6 (WR)
pojawia sie kolejno stan niski
i wysoki i podawany jest na baze
badanego tranzystora. W przypad-
ku sprawnego tranzystora n-p-n
stan wysoki bedzie go otwieral
a stan niski zatykal, tranzystory p-
-n-p beda zachowywaly sie prze-
ciwnie. Procesor testuje stan tran-
zystor6w za poSrednictwem por-
tow P3.7 (RD) i P3.0 (RxD). Ele-
menty uszkodzone lub o pomylo-
nej polaryzacji nie beda sie ot-
wieraly i zatykaly w takt sygnalu
na bazie. W tak prosty, ale sku-
teczny sposéb mozna zbadaé tran-
zystory, co do ktérych nie ma
pewnosci czy sa sprawne.

Testowanie stabilizatoréow

Szeregowe stabilizatory, zaré-
wno duzej, jak i malej mocy,
mozna sprawdzi¢ korzystajac
z gniazd JP9 i JP10 (na schemacie
oznaczonych wtasnie symbolem
stabilizatora). Tak jak w przypad-
ku tranzystoréw, takze stabiliza-
tory dodatnie i ujemne powinny
w czasie testu znalezé sie we
wlasciwych gniazdach pomiaro-
wych. Do wyprowadzenia Vi
sprawdzanego stabilizatora nalezy
doprowadzi¢ napiecie o wartosci
co najmniej 2, 3V wiegkszej od
napiecia stabilizacji ukladu. Na-

piecie to, zaleznie od polaryzacji,
ustawia sie potencjometrami PR2
lub PR3. Nastepnie, zaleznie od
rodzaju badanego stabilizatora, na-
lezy podlaczy¢ woltomierz do
gniazda JP15 lub JP16 i spraw-
dzi¢, czy napiecie na jego wyjsciu
Vo odpowiada warto$ci znamio-
nowej.

Testowanie diod Zenera
i LED

Okazuje sie, ze mnajbardziej
podatne na zatarcie sa napisy na
malych obudowach diod Zenera.
Tester umozliwia szybka identy-
fikacje ich napiecia znamionowe-
go, nalezy tylko wcze$niej, za
pomoca omomierza, zidentyfiko-
waé, ktére z wyprowadzen ele-
mentu jest katoda, a ktére anoda.
Nastepnie badany element nalezy
umiesci¢ w gniazdach JP11 i JP12
z anoda dotaczona do masy. Do
gniazda JP17 nalezy dotaczyé
woltomierz, ktérym bedzie mozna
zmierzy¢ napiecie Zenera badanej
diody. Napiecie +V, przyktadane
do testowanej diody poprzez
opornik R15, powinno by¢ o kil-
ka woltéw wieksze od napiecia
Zenera badanej diody. Zwieksza-
nie jego wartoSci za pomoca
potencjometru PR2 nie powinno
w znaczacy sposéb wplywaé na
wskazania dotaczonego do testera
woltomierza.

Te same gniazda pomiarowe
mozna wykorzysta¢ do sprawdza-
nia diod LED, ale wéwczas anoda
diody LED powinna by¢ umiesz-
czona w gniezdzie JP11.

Generator impulsow
prostokatnych

Tester zostal wyposazony
w podreczny generator przebiegéw
prostokatnych o wypelnieniu 50%.
Generowane sa przebiegi o naste-
pujacych czestotliwosciach: 1Hz,
10Hz, 100Hz, 1kHz i 10kHz. Im-
pulsy prostokatne podawane sa
z portu P2.2 procesora na wtérnik
emiterowy T1, a stamtad na wyj-
Scie JP1. Poniewaz wyjScie nie
jest zabezpieczone, nalezy unikaé
jego zwarcia do masy, gdyz grozi
uszkodzeniem wtérnika.

Poslugiwanie sie testerem
Po dotaczeniu do testera na-
piecia zasilajacego na wyséwietla-

czu LCD pojawia sie napis
,Tester elementéw", a ponizej
13
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symbol przycisku S2 i napis
,rodzaj“, a obok symbol przycis-
ku S1 i napis ,offset”. Naciskanie
przycisku S2 powoduje wybo6r
rodzaju testéw. W przypadku tes-
towania kondensatoréw i diawi-
kéw sa one przeprowadzane cyk-
licznie. Pojawiajacy sie na pier-
wszej pozycji, w dolnej linii wy-
Swietlacza, symbol wykrzyknika
(!) oznacza, ze przyrzad jest
w fazie pomiaru. Znak nawiasu
tréjkatnego (>) oznacza, ze wy-
Swietlany jest wynik pomiaru.
Niekiedy pomiar dokonywany jest
tak szybko, ze znak (!) praktycz-
nie sie nie pojawia. Z kolei pod-
czas testowania kondensatoréw
elektrolitycznych o duzej
pojemnodci pomiar moze trwac
nawet ponad minute. Pojawienie
sie jako wyniku pomiaru stowa
,HIGH“ lub ,LOW“ oznacza, ze
uzyskany wynik wykracza poza
dostepny zakres pomiarowy. Mo-
ze to takze oznaczaé, ze badany
element jest uszkodzony.

W czasie testowania tranzysto-
row, przyciskiem S1 (offset) wy-
biera sie polaryzacje tranzystora.
Napis w dolnej linii ,sprawny“
oznacza, ze tranzystor przeszed!l
pomyS$lnie test.

Po wybraniu funkcji generato-
ra, czestotliwo§¢ generowanych
impulsé6w wynosi 1Hz. Jej zmiana
nastepuje po naci$nieciu przycis-
ku S1 (offset). Warto§¢ wybranej
czestotliwo$ci mozna odczytaé na
dolnej linii wys$wietlacza.

Ustawianie offsetu
Mézliwodé ustawienia offsetu
pozwala skorygowaé rozrzuty war-
toSci parametrow elementéw uzy-
tych do budowy testera i zwiek-
szy¢ dokltadnos¢ pomiaru. W przy-
padku pomiaru malych wartosci
pojemnosci i indukcyjnosci, war-
to§¢ offsetu zapamietana w pamie-
ci EEPROM uwzglednia poprawke
wartoSci parametru drugiego ele-
mentu obwodu rezonansowego.
Dla pomiaru duzych wartoéci po-
jemnoSci w offsecie zawarta jest
poprawka rzeczywistej wartosci
opornoéci opornika R10. Funkcja
pomiaru malych pojemnosci i in-
dukcyjnosci pozwala ustawié¢ i za-
pamieta¢ offset oddzielnie dla 5
podzakres6w pomiarowych, ktére
przyrzad automatycznie wybiera
podczas testowania danego ele-
mentu. Wartoéci poszczegbélnych
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podzakres6w pomiarowych sa na-

stepujace:
1 podzakres
10pF..170pF  10uH..69uH
2 podzakres
170pF..687pF  69uH..274uH
3 podzakres
687pF..2,7nF  274pH..1mH
4 podzakres
2,7nF..11nF 1mH..4,4mH
5 podzakres
11nF..43nF 4,4mH..17,6mH
Ustawienie offsetu przebiega
nastepujaco:

1. Nalezy przygotowaé po jed-
nym kondensatorze i dlawiku
o wartosci pojemnosci i indukcyj-
nosci z podanych przedziatéw.
Najlepiej jezeli wartodci tych ele-
mentéw zostana wcze$niej zmie-
rzone za pomoca mostka lub
innego przyrzadu pomiarowego.

2. Kondensator o znanej war-
toéci pojemnosci, np. 100pF, na-
lezy wlozy¢ do gniazda pomiaro-
wego 1 ustawi¢ tester na pomiar
malych pojemnosci.

3. Kiedy w dolnej linii wy-
Swietlacza pojawi sie znak (>),
nalezy jednoczednie mnacisnaé
przyciski S2 i S1. Powinien po-
jawi¢ sie napis ,kor.“ Oznacza to
wlaczenie trybu offsetu.

4. Naciskajac przyciski S2 i S1
nalezy skorygowa¢ wyswietlang
warto§¢ pojemnoéci mierzonego
kondensatora tak, aby byla naj-
blizsza wartosci rzeczywistej.

5. Ponowne jednoczesne nacis-
niecie przyciskéw S2 i S1 konczy
tryb ustawiania offsetu dla tego
zakresu pojemnosci. Wartoé¢ no-
wego offsetu zostanie zapamietana
w pamieci EEPROM.

W ten sam sposéb nalezy wpro-
wadzi¢ poprawke dla pozostatych
podzakreséw pojemnosci i induk-
cyjnosci.

Dla kondensatoréw o duzych
wartosciach pojemnosci ustawia
sie jeden offset dla calego zakresu
pomiarowego. Nalezy woéwczas
wykona¢ czynnosci analogiczne
do opisanych powyzej, oczywiscie
wybierajac wczeéniej test pomiaru
kondensatoréw o duzych pojem-
no$ciach.

Istnieje takze mozliwod¢ wy-
zerowania wszystkich offsetéow.
Jezeli w momencie wlaczenia za-
silania bedziemy naciskali przy-
cisk S1, na wyswietlaczu pojawi
sie napis ,offset =0“. Jezeli teraz
naci$niety zostanie przycisk SW2,

WYKAZ ELEMENTOW
Rezystory

RT,
PR3
R2,
R9:
R11

R12:
R13:
R14:
R15:
R16:
R17:

R3, R4, R10, PR1, PR2: 10kQ
: A7kQ

R5, R6, R8, R18:
27kQ

: 30kQ

2,7kQ

430Q

15kQ

4,7kQ

5,1kQ

3kQ

1kQ

Kondensatory

Cl:
C2,
C4,

C19, C20:

C5:
C7:
C8:
C11

2.2uF/16F

C3: 27pF

C9, CI10, C13, Cl16, C18,
100nF

10pF/16V

15pF

Tu/16V

, C12: 220pF

C14, C15: 220uF/50V
C17: 1000pF/25V

C21

: 100pF/16V

Potprzewodniki

DT:
T1,
T3,
ut:
u2:
U3:
u4.
Us:
Ué:
u7:
u8:
u9:
u1o
ui2

mostek prostowniczy
T2: BCb547

T4: BC557
89C51/24MHz
LCD 2x16
24C02 EEPROM
79L05

7415151

NE521

MC1648
74LS163

NE555

, UTT: TL497AC
. 7805

Rézne

JPT,

JP15..JP17: gniazda typu

ARK2 mate

JP2.

JP7, JP9.JP12: listwa gniazd

“precyzyjnych”

JP8,

JP14: gniozda typu ARK2

duze

JP13:

L1,
L3:
PK2
5V

SII

gniazdo zasilania

L2: 200uH

10uH

. PK1: przekaznik typu OMRON

S2: SW miniaturowe przyciski

astabilne

X1:

podstawka
podstawka
podstawka
podstawka

24MHz

DIP40
DIP16
DIP14
DIP8
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wszystkie ustawione wcze$niej
,offsety“ zostana wyzerowane.
Naci$niecie przycisku SW1 ozna-
cza rezygnacje z wykonania tej
funkc;ji.

Montaz i uruchomienie

Tester zaprojektowano jako
przyrzad podreczny, w postaci
plytki drukowanej z zamontowa-
nymi elementami lecz bez obudo-
wy. W takiej postaci, jako gniazda
pomiarowe elementéw wykorzys-
tane zostaly listwy gniazd precy-
zyjnych, w ktérych latwo mozna
umiesci¢ badane elementy o réz-
nej dlugosci i grubosci wyprowa-
dzen. Zastosowane listwy powin-
ny mie¢ otwory o nieco wiekszej
$rednicy niz te uzywane do mo-
cowania np. uktadéw scalonych.
Dzieki temu mozna w nich umie$-
ci¢ zaré6wno elementy o cienkich
wyprowadzeniach, jak ite z gru-
bymi koficéwkami, np. kondensa-
tory elektrolityczne czy stabiliza-
tory. Listwy o odpowiedniej licz-
bie stykéw nalezy wlutowaé¢ do
gniazd JP4, JP5, JP6, JP7, JP9,
JP10, JP11, JP12, JP2, JP3. W
pozostalych przypadkach zastoso-
wano male i wieksze gniazda typu
ARK wlutowywane do druku. Je-
zeli przyrzad miatby posiadaé
obudowe, wszystkie gniazda trze-
ba oczywiScie wyprowadzi¢ na
zewnatrz, a takze zapewnié¢ do-
step do przyciskéw, potencjomet-
row i wysSwietlacza.

Uktad mozna montowaé w do-
wolnej kolejnosci, chociaz oczy-
wiscie najwygodniej zacza¢ od
najmniejszych elementéw. W przy-
padku, gdy wyswietlacz montowa-
ny jest bezposrednio na ptlytce, to
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Tester elementéw elekironicznych

konieczne okaze sie polozenie
kondensatora C1 (na plytce prze-
widziano w tym celu wystarcza-
jaco duzo wolnego miejsca).
W prototypie wysSwietlacz zamon-
towatem za pomoca 16-stykowego
zlacza. Dzieki temu moze on byé
odlaczany od testera i wymiennie
uzywany w innych urzadzeniach.

Dodatkowo, w goérnej czesci
plytki drukowanej =znajduja sie
opisy funkcji poszczegélnych

gniazd i elementéw regulacyjnych,
aby ulatwi¢ postugiwanie sie tes-
terem.

Uruchomienie nalezy rozpoczac
od sprawdzenia, czy napiecie Vcc
ma warto§¢ +5V. Mozna to bez-
posrednio sprawdzi¢ na gniezdzie
JP14. Nastepnie nalezy przystapié
do kontroli przetwornic napiecia
dodatniego i ujemnego. Wartosci
elementéw zostaly dobrane tak,
aby przetwornice w skrajnych po-
lozeniach potencjometréw dostar-
czaly napieé¢ wyjsciowych z prze-
dzialu 7-25V (analogicznie dla
napiecia ujemnego). Pomiaru oby-
dwu napie¢ mozna dokona¢ na
styku Vi gniazd JP9 i JP10. Zakres
otrzymywanych napieé mozna
zmieni¢ dobierajac oporniki R11,
R13 oraz R12, R14. W przypadku
napiecia ujemnego nie nalezy
ustawiaé¢ jego minimalnej wartosci
ponizej -7V. Napiecie ujemne jest
bowiem wykorzystywane w pracy
uktadu przy pomiarze matych war-
tosci pojemnodci i indukcyjnosci.
Jesli to napiecie, regulowane po-
tencjometrem PR3, bedzie miato
mniejsza warto§¢, komparator U6
nie bedzie dzialal poprawnie i po-
miar warto$ci parametréw ele-
menté6w nie bedzie mozliwy.

Po wuruchomieniu zasilaczy
mozna zamontowaé pozostale
uklady scalone i wyswietlacz.

Po ustawieniu kontrastu poten-
cjometrem PR1, na wyswietla-
czu powinny pojawiac¢ sie
wszystkie opisane wcze$niej in-
formacje. Ostatnim krokiem uru-
chomienia bedzie sprawdzenie
poprawno$ci wszystkich testow
oraz ewentualnie ustawienie of-
fsetu. Poniewaz w pamieci EEP-
ROM moga byé zapisane przy-
padkowe wartosci, nalezy
uprzednio ja wyzerowaé w spo-
s6b wczesniej opisany.

Wskazéwki eksploatacyjne

W przypadku wyswietlacza
z pod$wietleniem przyrzad po-
biera dosy¢ duzo pradu (ok.
400mA) i stabilizator U12 moze
sie przegrzewac. Jedli tester za-
silany jest napieciem o wartosci
wiekszej od 9V, nalezy zastoso-
waé radiator.

W czasie pracy =z testerem
stwierdzilem, ze niektére stabili-
zatory szeregowe, szczeg6lnie na-
piecia ujemnego, sprawdzane
w opisany spos6éb moga sprawiaé
wrazenie uszkodzonych. Do pra-
widlowej pracy wymagaja bowiem
niewielkiego obciazenia. Dotacze-
nie opornika 5,1kQ do wyjscia
pomiarowego JP16 rozwiazato ten
problem.

Ryszard Szymaniak, AVT
ryszard.szymaniak@ep.com.pl

Wzory plytek drukowanych w for-
macie PDF sq dostepne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdfimarzec01.htm oraz na plycie
CD-EP03/2001B w katalogu PCB.
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